
Living up to Life

Leica Map Start
Logiciel d'imagerie de surface et de métrologie – 
Extension pour Leica Application Suite



Imagerie et analyse de surface aux 
normes industrielles 

Leica Map Start, le progiciel d'entrée 
de gamme de la série Leica Map, est 
utilisé pour l'observation et l'analyse 
de la géométrie et de la texture des sur-
faces.  Ses fonctions intègrent la visu-
alisation de tous les objets des surfaces 
mesurées, la caractérisation des objets 
de surface, tels que distances, angles et 
hauteurs de pas ainsi que le calcul des 
paramètres de texture des surfaces.  
Une large palette de modules optionnels 
est disponible pour les cas nécessitant 
une analyse de surface plus avancée. 

S'appuyant sur la technologie Moun-
tains® conforme aux normes industri-
elles, Leica Map Start génère des rap-
ports visuels détaillés sur la métrologie 
de surface dans un environnement PAO 
hautement intuitif*. 

Leica Map Start est exécuté en code 
64 bits pour une utilisation optimale des 
processeurs multicoeur et pour un traite- 
ment et des calculs accélérés.
Leica Map Start est la solution idéale 
pour l'analyse rapide des mesures de 
surfaces industrielles réalisées par les 
stéréomicroscopes et macroscopes  
Leica dans les laboratoires, dans les  
unités de production et sur site.

* Mountains Technology® est une marque déposée de Digital Surf SARL.



Voir davantage de détails avec 
les affichages d'images simultanés

Les microscopes Leica à commande 
de focus motorisée sont capables de  
générer des cartes de hauteur de topo- 
graphie de surface, des images en cou-
leurs réelles et des images d'intensité.   
Le logiciel Leica Map Start vous permet 
de manipuler les images de topographie, 
de couleur et d'intensité simultanément, 
par exemple lors d'un zoom avant sur un 
objet de surface, ou indépendamment, 
par exemple lors de la caractérisation 
de la texture en  topographie de sur-
face.  Par ailleurs, vous pouvez survoler 

une surface en suivant un plan de vol  
prédéfini et même, avec l'option 4D 
Analysis, survoler plusieurs surfaces qui 
changent en fonction du temps ou d'un 
autre paramètre dimension physique.   

Le fait de superposer l'image de couleur 
ou l'image d'intensité sur la topogra-
phie permet de visualiser la topographie 
de surface en couleurs réelles et de 
localiser les défauts, par exemple les  
ruptures, qui sont plus visibles dans 
l'image d'intensité.

De plus, les images peuvent être nor-
malisées, corrigées et améliorées 
via l'application de toute une gamme 
d'outils, tels que l'inversion et la rota-
tion; le seuillage permettant de sup-
primer les pics anormaux, les retouches 
et le lissage.

Vue 3D de l'image en couleur du focus étendu Vue 3D de la carte de profondeur en pseudo-couleurs



Caractérisation de surface

Paramètres de hauteur et de portance Surface après suppression de la forme

Mesures de hauteur de pas

Leica Map Start est équipé d'un kit d'outils de base destiné à 
la caractérisation de la géométrie des surfaces.  Il calcule les 
distances et les angles sur les surfaces et profils (coupes ver-
ticales multipoints) ainsi que les hauteurs de pas sur les profils.

Les paramètres de hauteur et de portance fonctionnelle 
sont calculés conformément à la nouvelle norme ISO 
25178 sur la texture de la surface de la zone. Le calcul de 
la coupure entre les composants de rugosité et dondula-
tion de la surface s'effectue automatiquement.   

Les modules optionnels, en particulier Basic Surface Texture, 
Contour Analysis et Advanced Contour Analysis  fournissent, 
si nécessaire, des outils supplémentaires pour l'analyse de la 
géométrie et de la texture de la surface.



La traçabilité combinée à 
l'interactivité

Dans Leica Map Start, un document 
d'analyse de surface est généré visuel-
lement, image par image.  Chaque étape 
de l'analyse, par exemple la création 
d'une image 3D, létude analytique de 
la géométrie ou de la texture de sur-
face, ou encore l'insertion d'une carte 
d'identification des mesures, est enreg-
istrée dans un workflow d'analyse hiérar-
chique montrant les interdépendances 
entre les étapes et fournit, en outre, 
une traçabilité métrologique complète. 
 

Leica Map Start est entièrement inter-
actif.  Chaque étape du workflow peut 
être affinée: ainsi l'emplacement d'un 
profil ayant été extrait d'une surface 
peut être modifié de manière interac-
tive, et les étapes qui en dépendent sont 
automatiquement recalculées.  Il est 
possible d'insérer de nouvelles étapes à 
tout moment. Afin de gagner du temps, 
les séquences des étapes fréquemment 
utilisées peuvent être sauvegardées 
puis insérées dans n'importe quel docu-
ment.

Document d'analyse de pages multiples avec affichage des pages (à gauche) et workflow de l'analyse (à droite)



Des partenaires idéaux :  
LAS Montage et Leica Map

LAS Montage permet d'acquérir, 
en association avec un microscope 
Leica, une série de plans d'images 
dont l'écart est connu et qui cou-
vrent la région cible d'un échantillon.  
De cette série découlent une carte de 
profondeur et une image du focus éten-
du. Ces images sont analysées automa-
tiquement en utilisant comme modèle 
un document d'analyse Leica Map Start 
existant. Dans les environnements de 
routine, le modèle peut être préparé par 
un métrologue et protégé contre toute 
modification effectue par le personnel 
non autorisé.  Le workflow d'analyse du 
modèle est appliqué automatiquement à 
chaque mesure de la série et un rapport 
sur chaque mesure est généré automa-
tiquement.  Les rapports comprennent 
les messages de succès/d'échec ac-
compagnés de "feux de circulation" vert/
rouge.

Statistiques en option 
Le module optionnel Statistics fournit 
des paramètres qui se mettent à jour  
dynamiquement sur une série de 
mesures, comme les paramètres de 
capacité (Cpk) pour surveiller la répé-
tabilité du processus de production.  Il 
peut analyser des groupes de mesures 
répétitives et tous les résultats peuvent 
être exportés au format Excel afin d'être 
utilisés par un système externe de ges-
tion de la qualité.

Image de deux surfaces similaires montrant les "feux de circula-
tion" symbolisant l'acceptation. Échec de la mesure de hauteur 
du pas sur lìmage  supérieure, succès de la mesure du pas sur 
l'image intérfieure.



Analyse approfondie de la texture de
surface

Le module optionnel Basic Surface 
Texture fournit des paramètres sup-
plémentaires pour l'analyse de la tex-
ture de la surface.  

Les études géométriques intègrent le 
calcul des pics et des sillons sur les 
profils de coupe verticale, les volumes 
des bosses et des creux, et les hau-
teurs de pas entre les zones des sur-
faces (par exemple dans l'évaluation 
de composants électroniques et mé-
caniques en couches, des MEMS et 
des circuits électroniques imprimés). 

Les études fonctionnelles compren-
nent la courbe d'Abbott-Firestone ou 
la courbe de portance, l'histogramme 
de distribution des profondeurs et la 
soustraction de surface (appliquée 
dans les études tribologiques, y com-
pris les études relatives aux surfaces de 
portance et d'étanchéité et à l'usure).   
 
Par ailleurs, les composants de rugosité 
et d'ondulation d'une surface peuvent 
être séparés via les techniques de fil-
trage avancées ISO 16610 afin de cal-
culer les paramètres primaires et de 
rugosité ISO 4287.

Coplanarité des zones de contact sur un 
composant électronique utilisant l'étude sur la 
hauteur de pas (surfaces)

Mesure du profil de coupe sous la 
surface moyenne

Calcul du volume d'un creux défini 
manuellement

Courbe d'Abbott-Firestone et histogramme de 
distribution des profondeurs



Analyses des grains et particules

Le module optionnel Grains & Par-
ticles détecte et analyse les grains, 
particules et îlots (dénommés collec-
tivement "grains") et les motifs.  
Les grains sont séparés du fond par un 
plan horizontal via des techniques de 
binarisation.  Des statistiques sont gé-
nérées pour tous les grains, un sous-
ensemble de grains ou des grains in-
dividuels (zone, périmètre, diamètre, 
coefficient de forme, rapport hauteur-
largeur, circularité, orientation, etc.). 
 
Les grains peuvent être classés 
en sous-ensembles en fonction de 

la valeur seuil sur n'importe quel 
paramètre. La topographie de ce grain 
peut être visualisée indépendamment 
du fond.  Les grains peuvent aussi être 
analysés sur l'axe vertical selon une 
hauteur seuil définie. Dans ce cas, les 
paramètres de hauteur et de volume 
sont générés en plus de la zone, etc.
 
Une surface est divisée en motifs par 
la segmentation via des bassins ver-
sants.  Les motifs de petite taille ou 
insignifiants peuvent être fusionnés 
en de plus grands motifs selon les 
critères de configuration utilisateur.  

La détection de la forme du motif 
signifie que les sphères peuvent être 
ajustées aux motifs, par exemple 
dans la caractérisation de la lentille.  
La hauteur, la surface, le volume et 
d'autres paramètres sont générés. 
L'analyse des motifs peut être appli-
quée afin de trouver les relations en-
tre l'emplacement des pics et des sil-
lons et la performance fonctionnelle.

La valeur seuil de séparation des pics ne sélec-
tionne pas les détails dans ce cas

Le bassin versant détecte les régions des pics Taille estimée des pics apparaissant sous 
forme de cercles

L'image en pseudo-couleur fait apparaître les 
pics dans la carte de profondeur



Contour Analysis, Spectral Analysis, 
4D Analysis et Stitching

Contour Analysis
Deux modules optionnels sont disponibles pour l'analyse 
du contour, l'analyse dimensionnelle de la géométrie du 
composant sur les profils de coupe extraits de la surface.   

Le module Contour Analysis fournit un dimensionnement 
géométrique pour les profils extraits de l'axe Z et du plan XY.  
Les dimensions sont calculées à partir de l'auto-dimensi-
onnement et des outils interactifs. 
 
Le module Advanced Contour Analysis compare les pro-
fils avec les modèles de CAO (DXF) ou des formes nomina-
les définies par l'utilisateur pouvant inclure de plus grandes 
tolérances de position.  Il fournit une analyse détaillée de la 
déviation de la forme et génère un rapport d'analyse complet.

3D Fourier Analysis, 4D Analysis et Surface Stitching
Le module optionnel de 3D Fourier Analysis permet de filtrer 
le bruit d'acquisition sur une image, d'éliminer les fréquences 
spécifiques en éditant directement la transformation de Fourier 
rapide et fournit, en outre, des outils pour l'analyse spectrale. 

Le module optionnel 4D Analysis permet de visualiser et de 
réaliser une analyse statistique de l'évolution de la surface 
en termes de temps, de température, ou de toute autre dimen-
sion physique.
 
Le module optionnel Surface Stitching assemble les mesures 
répétitives qui chevauchent l'axe horizontal ou vertical d'une 
seule surface prête à être analysée.

Image du focus étendu du composant Dimensions du contour horizontal via l'option Advanced Contour  
Analysis



Spécifications Leica Map Start

Compatibilité de l'instrument
▶ Le logiciel Leica Map Start, conçu pour les micro-

scopes, macroscopes et stéréomicroscopes Leica avec 
commande de focus motorisé, requiert l'installation du 
logiciel LAS Montage.

Configuration PC requise
▶ Recommandation minimale : Windows 7 ou Vista ; 4 Go 

de RAM ; processeur multicoeur ; résolution graphique 
de 1280x1024 ou plus en couleurs 32 bits. Espace 
disque de 250 Mo ; carte graphique accélérée OpenGL ; 
port USB pour clé d'accès hardware.

Environnement de PAO
▶ Générer un rapport de métrologie visuel détaillé im-

age par image dans un environnement de PAO intuitif, 
permettant de travailler en mode écran, portrait ou 
paysage.

▶ Travailler dans des six langues européennes, en  
japonais, mandarin ou coréen.

Productivité
▶ Sauvegarder des séquences communes d'analyses par 

étapes et les réutiliser dans n'importe quel document.
▶ Utiliser n'importe quel document comme modèle pour 

l'analyse automatique des ensembles de données de 
mesures similaires.

▶ Naviguer dans n'importe quelle partie du document 
d'un simple clic dans l'affichage des pages.

▶ Workflow d'analyse hiérarchique garantissant une 
traçabilité métrologique complète.

▶ Affiner chaque étape à tout moment avec un recalcul 
automatique des étapes dépendantes.

Imagerie 3D en temps réel
▶ Visualiser des images topographiques 3D en temps 

réel, superposer des images couleur (RVB) et 
d'intensité sur la topographie.

▶ Survoler les surfaces, enregistrer les vols sous forme 
de vidéos.

▶ Sélectionner n'importe quelle palette de couleur pour 
la règle graduée verticale et l'affiner automatiquement 
ou de manière interactive pour mettre en évidence les 
objets de la surface.

Correction des données et élimination du bruit
▶ Inverser, pivoter, retourner la surface, supprimer 

l'inclinaison nominale de la surface, supprimer les 
points aberrants, retoucher les zones, lisser les points 
de données..

Dimensions
▶ Mesurer les distances et les angles sur les profils et 

surfaces, mesurer les hauteurs de pas sur les profils.

Paramètres de texture de surface ISO 3D
▶ Calculer les paramètres de hauteur 3D et de portance 

(ISO 25178, EUR 15178).

Leica Map Premium
Outre l'achat du Leica Map Start et de ses modules  
optionnels, il est également possible de commander ou de 
procéder à une mise à niveau du système vers Leica Map 
Premium. Leica Map Premium est  un progiciel d'imagerie et 
d'analyse de surface haut de gamme comprenant toutes les 
fonctions du Leica Map Start et tous les modules optionnels 
à l'exception de Advanced Contour Analysis et Statistics. 

Leica Map Premium est une solution universelle compat-
ible avec les profileurs optiques et tactiles monopoint et 
les microscopes à sonde de balayage, tout comme les mi-
croscopes optiques.  Leica Map Premium intègre, en outre, 
de nombreuses fonctions supplémentaires qui ne sont dis-
ponibles ni dans le Leica Map Start ni dans ses modules 
optionnels. Il comprend notamment des outils destinés à 
l'analyse fonctionnelle avancée, l'analyse de l'isotropie de la  

 
surface, la directionnalité et la périodicité, l'analyse fractale 
et l'analyse sub-subsurface. 
 
Les études fonctionnelles de la courbe de portance de la 
surface, la distribution des profondeurs et les zones d'usure 
et de lubrification ainsi que le volume fonctionnel ISO 25178, 
les paramètres hybrides et spatiaux sont importants dans les 
applications tribologiques.  Les subsurfaces sont extraites 
(par exemple des surfaces mécaniques ou électroniques en 
couches) et sont analysées exactement de la même façon 
que les surfaces complètes.  Les paramètres de planéité ISO 
12781 sont calculés. 



Modules optionnels Leica Map Start

Basic Surface Texture 
▶ Niveler les surfaces et les profils.
▶ Calculer les zones présentant des pics et des sillons, 

ainsi que le volume des creux et des bosses.
▶ Calculer la composition du matériau/de l'espace vide et 

l'épaisseur de jusqu'à trois coupes de surfaces vertica-
les.

▶ Soustraire une surface d'une autre surface (usure).
▶ Mesurer les hauteurs de pas sur les surfaces.
▶ Appliquer les techniques de filtrage avancé de la 

rugosité/d'ondulation ISO 16610 (filtres gaussien et 
spline robustes).

▶ Calculer les paramètres primaires et de rugosité  
ISO 4287.

Grains & Particles
▶ Détecter les grains et particules et les séparer du fond 

sur l'axe horizontal ; générer des statistiques concer-
nant tous les grains/les grains sélectionnés/individuels 
(zone, périmètre, diamètre, coefficient de forme, rap-
port hauteur-largeur, circularité, orientation, etc.).

▶ Détecter les îlots au-dessus d'une hauteur seuil spéci-
fiée et créer les paramètres de hauteur et de volume en 
plus de la zone, etc. tous les îlots/les îlots sélectionnés/
individuels.

▶ Diviser une surface en motifs en appliquant une seg-
mentation sous forme de bassins versants. Détecter 
les formes des motifs et ajuster les sphères si possible.  
Générer des statistiques sur tous les motifs/les motifs 
sélectionnés/individuels.  Calculer les paramètres des 
objets (ISO 25178).

Contour Analysis

▶ Mesurer les dimensions, rayons, diamètres, angles sur 
des profils de coupe verticaux ou horizontaux. 

▶ Définir une forme nominale à partir de l'auto- 
dimensionnement et des outils interactifs.

▶ Spécifier les tolérances et vérifier s'il y a des dévia-
tions de formes.

Advanced Contour Analysis
▶ Afficher les graphiques agrandis de la déviation de 

forme.
▶ Analyser les surfaces avec de grandes tolérances de 

position.
▶ Comparer les données mesurées aux modèles de CAO 

(DXF).

Statistics
▶ Générer des statistiques sur des groupes de mesures 

répétitives.
▶ Mettre à jour de façon dynamique les statistiques 

quand de nouvelles mesures sont réalisées.
▶ Générer des paramètres de capacité (Cpk) afin de 

surveiller la répétabilité du processus de production.

3D Fourier Analysis
▶ Filtrer le bruit d'acquisition sur une image en procédant 

à un seuillage de la transformation de Fourier rapide
▶ Filtrer les fréquences spécifiques en éditant directe-

ment la transformation de Fourier rapide
▶ Analyser le spectre des fréquences, la densité du 

spectre de puissance, etc.
▶ Calculer les auto-corrélations et les inter-corrélations.

4D Analysis
▶ Visualiser et analyser l'évolution de la surface par rap-

port à une 4e dimension (heure, température, etc.)
▶ Survoler une surface en cours de changement,  

enregistrer une vidéo animée.
▶ Générer des statistiques sur le changement de la  

surface.
▶ Mettre en évidence les zones où le changement est 

prépondérant.

Surface Stitching
▶ Étendre le champ de vision en reliant des mesures 

répétitives automatiquement entre elles.
▶ Étendre la plage verticale en rassemblant des mesures 

effectuées à des hauteurs différentes sur une même 
surface.



  Leica Microsystems opère à l’échelle globale en quatre 
divisions qui occupent une position de tout premier plan 
dans leur segment respectif. 

• Life Science Division
 La division Sciences de la Vie répond aux besoins d’imagerie 
des scientifi ques par une très grande capacité d’innova-
tion et un savoir-faire technique reconnu dans le domaine 
de la visualisation, la mesure et l’analyse des microstruc-
tures. De part sa connaissance approfondie des applica-
tions biologiques, la division fait bénéfi cier ses clients 
d’une avance scientifi que décisive.

• Industry Division
 En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de 
qualité pour l’observation, la mesure et l’analyse des mi-
crostructures, la division Industrie de Leica Microsystems 
accompagne ses clients dans leur recherche de qualité et 
de résultats optimaux. Ses solutions sont utilisées aussi 
bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalis-
tique et pour l’éducation.

• Biosystems Division
 La division Biosystèmes de Leica Microsystems offre aux 
laboratoires et instituts de recherche spécialisés en histo-
pathologie une gamme complète de produits performants. 
Il y a ainsi pour chaque tâche spécifi que en histologie le 
produit adéquat – pour le patient comme pour le patho-
logiste. Des solutions de gestion électronique de proces-
sus d’une productivité élevée sont disponibles pour tout 
l’environnement du laboratoire. En offrant des systèmes 
d’histologie complets reposant sur une automatisation in-
novante et pourvus des réactifs Novocastra™, la division 
Biosystèmes favorise un excellent suivi des patients grâce 
à des capacités de traitement rapides, des diagnostics 
fi ables et une collaboration étroite avec ses clients.

• Medical Division
 La division médicale accompagne les microchirurgiens 
dans leur suivi des patients. Elle est un partenaire inno-
vant qui met à la disposition des chirurgiens des micro-
scopes chirurgicaux de grande qualité répondant à leurs 
besoins actuels et futurs.

 « Avec l’utilisateur, pour
l’utilisateur » – Leica Microsystems

 La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours sur une fructueuse 
 collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». Sur cette base, nous avons développé nos 
cinq valeurs d’entreprise : Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
 Continuous Improvement. Vivre pleinement ces valeurs signifi e pour nous : Living up to Life.

Active mondialement
 Allemagne :  Wetzlar  Tél. +49 64 41 29 40 00  Fax +49 64 41 29 41 55

 Angleterre :  Milton Keynes  Tél. +44 800 298 2344  Fax +44 1908 246312

 Australie :  North Ryde  Tél. +61 2 8870 3500  Fax +61 2 9878 1055

 Autriche :  Vienne  Tél. +43 1 486 80 50 0  Fax +43 1 486 80 50 30

 Belgique :  Groot Bijgaarden  Tel. +32 2 790 98 50  Fax +32 2 790 98 68

 Canada :  Richmond Hill/Ontario  Tél. +1 905 762 2000  Fax +1 905 762 8937

 Corée :  Séoul  Tél. +82 2 514 65 43  Fax +82 2 514 65 48

 Danemark :  Ballerup  Tél. +45 4454 0101  Fax +45 4454 0111

 Espagne :  Barcelone  Tél. +34 93 494 95 30  Fax +34 93 494 95 32

 Etats-Unis :  Buffalo Grove/Illinois  Tél. +1 847 405 0123  Fax +1 847 405 0164

 France :  Nanterre Cedex  Tél. +33 811 000 664  Fax +33 1 56 05 23 23

 Italie :  Milan  Tél. +39 02 574 861  Fax +39 02 574 03392

 Japon :  Tokyo  Tél. +81 3 5421 2800  Fax +81 3 5421 2896

 Pays-Bas :  Rijswijk  Tél. +31 70 4132 100  Fax +31 70 4132 109

 Portugal :  Lisbonne  Tél. +351 21 388 9112  Fax +351 21 385 4668

 Rép. populaire de Chine :  Hong-Kong  Tél. +852 2564 6699  Fax +852 2564 4163

 Singapour  Tél. +65 6779 7823  Fax +65 6773 0628

 Suède :  Kista  Tél. +46 8 625 45 45  Fax +46 8 625 45 10

 Suisse :  Heerbrugg  Tél. +41 71 726 34 34  Fax +41 71 726 34 44

 
 et des agences dans plus de 100 pays

 www.leica-microsystems.com
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